A Elipsometria € uma técnica utilizada amplamemtepesquisa e na indistria para a caracterizagdo de
filmes finos. Entretanto, esta técnica por vezeesgmta multiplas solugbes para a curva de dispezsa
espessura fisica dos filmes, dificultando sua ¢eraacdo acurada. Em vista disto, neste trabalho
desenvolvemos uma técnica de medida polarimétesadtla ndécnica de Abelégsta técnica, ao contrario de
outras técnicas Opticas (Elipsometria, Modos Gugagl@€urvas Envoltérias), utilizadngulo de Brewstepara
determinar o indice de refracdo de filmes indepetaheente de suas espessuras fisicas. A técnicen abté
indice através de uma medida comparativa entret@eftias de luz polarizadpolarizacéo : a luz refletida
pelo conjunto filme-substrato é comparada com a refietida pelo substrato apenas. O casamento de
refletAncias pode ocorrer em situagdesloigent layedevido a interferéncia da luz ou na condigcdo denBter.
Entretanto como esta condicdo s6 ocorre na potdiizp e as situacdes dbsent layeiocorrem para qualquer
polarizacdo da luz, o angulo de Brewster é facitmadentificado e o indice de refracdo do filme @abr
calculado. A curva de dispersao obtida pela tégmidarimétrica é entdo utilizada como aproximagacial no
modelo de calculo das constantes 6pticas do filsea@ no software de andlise do Elipsdmetro Espectra
permitindo que solugdes falsas sejam descartadém Aisso, a técnica polarimétrica ndo necessitautie
montagem experimental, j& que ela é realizadzatiio-se também o Elipsémetro. As medidas sdxadals
na mesma posi¢do na amostra, aumentando assinfizbd@ade dos resultados obtidos. Um conjuntdildees
de TiO, foi utilizado para demonstrar a viabilidade dantéa na exclusdo de falsas solu¢des, obtendo ataorr
caracterizacdo das suas constantes épticas. Quehajigste trabalho foi publicadBEREIRA, M.; BARRETO,
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